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１．概要（Summary） 

衛星間光通信に用いる ErYb 添加ファイバアンプ

(EYDFA)では、宇宙線による劣化を抑制し、高効率な

増幅が可能なガラス素材の開発が求められている。Yb

および Er イオンをシリカガラス中に分散させてクラ

スタリングによる光散乱損失を抑制するため[1]、さら

に両イオン間のエネルギー移動効率を高めて増幅効

率を向上させるために P 共添加が有効である[2]。しか

し一方で、P 由来の欠陥が宇宙線により発生して増幅

効率を劣化させてしまうという問題がある[3]。P 濃度

によりファイバの屈折率を制御することも考慮する

必要があり、P 添加の最適濃度を決めることが EYDF 

では非常に重要となっている。しかしながら、P 濃度

を決定する指針が不足しており、試行錯誤で最適濃度

を決定するしかないのが現状である。そこで本研究で

は、最適濃度決定の指針を得るために、P 添加濃度変

化による希土類添加シリカガラスの局所構造の変化

をラマン分光により明らかにした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラマン分光装置 

【実験方法】 

希土類、P, Al 等の添加濃度の異なる試料のラマンスペ

クトルを測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig１に示すように、ラマン測定から P=O 結合、微結晶

等の有無が、P/Yb 比により変わることが明らかになった。 

 

 
Fig1：In Yb-P-doped silica glass 

Raman spectrum 
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